Резюме проекта НИР, выполненного в рамках ФЦП
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Тема: «Автоматизация управления динамическими характеристиками надежности межсоединений в больших интегральных схемах с учетом автокорреляционных функций».
Приоритетное направление: «Микроэлектроника» в рамках мероприятия 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук» направления 1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий».
Критическая технология: Применение автокорреляционных функций в теории вероятности, оценка возможных методов получения автокорреляционных параметров по экспериментальным данным.
Период выполнения: с 24.07.2009г. по 10.09.2011г.
Плановое финансирование проекта: «Автоматизация управления динамическими характеристиками надежности межсоединений в больших интегральных схемах с учетом автокорреляционных функций».
Бюджетные средства       -  3,6 млн. руб.,

Внебюджетные средства -   0   млн. руб.

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет»
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1. Цель исследования
1.1. Обеспечение требуемых значений динамических характеристик надежности межсоединений больших интегральных схем при увеличении точности прогнозирования параметров межсоединений с учетом автокорреляционных зависимостей в автоматизированной системе технологической подготовки производства (АСТПП).

1.2. Повышение точности моделирования параметров надежности межсоединений БИС при учете многомерных автокорреляционных связей между значениями параметров межсоединений; обеспечение точности определения многомерных начальных параметров межсоединений БИС для заданных характеристик их надежности путем перераспределения величин разбросов многомерных начальных параметров с учетом многомерных автокорреляционных взаимосвязей между ними; выявление областей существования многомерных автокорреляционных функций начальных параметров межсоединений больших интегральных схем при различных значениях корреляции. 
2. Основные результаты проекта 
1) В ходе проведения исследований получены математические модели для прогнозирования надежностных характеристик межсоединений БИС при учете многомерных автокорреляционных функций начальных параметров межсоединений. Разработана методика оценки точности многомерных начальных параметров межсоединений БИС для обеспечения заданных характеристик их надежности с выявлением областей существования многомерных автокорреляционных функций.

2) Разработанные математические модели для прогнозирования надежностных характеристик межсоединений БИС являются инструментом для практического решения задачи повышения надежности межсоединений при проектировании БИС и СБИС.
3) Значительная доля новых средств САПР в той или иной мере связана с учетом влияния соединений. В большинстве – это отдельные разрозненные инструменты, каждый из которых решает свои специфические задачи. Новый подход к проектированию межсоединений направлен на интеграцию процессов разработки буферных элементов интегральных схем, корпусов микросхем и печатных плат в рамках единой методологии и платформы проектирования. При этом под межсоединением понимается соединение на уровне электронной системы (системных соединений), которые идут от одного буферного элемента ввода/вывода кристалла интегральной схемы к элементу ввода/вывода другого кристалла интегральной схемы.

  4) Фирмы-изготовители полупроводниковых приборов такие, как AMD, Cirrus-Logic, Frequency Technology, Mitsubishi, Motorola, NEC  и  Silicon Graphics  предпринимают усилия по разработке и внедрению новых стандартов, основной целью которых является преодоление проблемы межсоединений в разработке высокопроизводительных микросхем с технологическими нормами ниже 0,25 мкм. При этом проблема межсоединений ограничивает скорость внешнего обмена информацией величиной 3 ГГц. После достижения технологической зрелости будет достигнут физический предел значений степени интеграции, когда быстродействие ИС будет уже недостаточным для обработки больших массивов информации. Данная же работа открывает путь применения разработанных математических моделей для проектирования надежностных характеристик БИС.
3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки          
 - НЕТ.
4. Назначение и область применения результатов проекта
1)  В качестве областей применения полученных в ходе НИР результатов можно указать приборостроение и связанные с ним области науки и техники.
2) Полученные в ходе НИР результаты  могут быть применены в области разработки и производства интегральных схем, многослойных печатных плат и др.
3) В качестве прогноза влияния полученных в ходе НИР результатов на разработку новых технических решений можно отметить область нанотехнологий. 
5. Эффекты от внедрения результатов проекта

В качестве ожидаемых социально-экономических эффектов от применения результатов, полученных в ходе НИР, можно указать получение интегральных схем и других аналогичных изделий приборостроения с повышенными надежностными характеристиками межсоединений.
6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
          Коммерциализация проектом не предусмотрена.  
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